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为了提高码率控制的准确性，通过实验和理论推导，提出了一种通用率失真模型。在此基础上，定义了纹理复杂度，提出了

纹理复杂度和图像块头用字节两自适应线性预测模型及宏块（组）比特分配模型；然后结合以上模型提出了一种新的码率控制算

法。大量仿真实验结果表明，利用新提出的码率控制方法，测试序列的PSNR均有不同程度的提高，且码流曲线更平滑平稳，目标

码率控制更准确。 
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